Программа курса

Дифракция быстрых электронов и просвечивающая электронная микроскопия в исследовании структуры материалов

1. Взаимодействие электронов с твердым телом и его использование в анализе элементного и химического состава, структуры материалов

2. Рассеяние электронов на кристаллических объектах

2.1  Электронограмма монокристалла. Расчет, построение и индицирование

2.2  Электронограммы поликристаллических и многофазных объектов

2.3  Размерный эффект

2.4  Двойная дифракция

2.5  Электронограммы сдвойникованных кристаллов

2.6  Дифракция на периодической субструктуре межкристаллитных границ

2.7  Электронограммы с кикучи-линиями, их информативность

2.8  Точность электронографических измерений

3. Дифракционный контраст электронномикроскопического изображения кристаллических объектов

3.1  Амплитудный (деформационный) контраст

3.1.1 Контраст изображения совершенного кристалла

3.1.2 Контраст изображения поликристаллических объектов и кристаллов с дефектами
3.2  Фазовый контраст

3.2.1 Электронномикроскопический муар и его использование в анализе

3.2.2 Прямое разрешение плоскостей кристаллической решетки

3.2.3 Возможности визуализации индивидуальных атомов
4.  Примеры применения просвечивающей электронной микроскопии в качественном и  количественном анализе структуры
4.1  Применение темнопольного анализа для разделения текстур и фаз
4.2  Определение вектора Бюргерса и плотности дислокаций
4.3  Определение типа и энергии дефекта упаковки
5.  Исследование морфологии поверхности
5.1  Рассеяние электронов на некристаллическом объекте и формирование абсорбционного контраста на изображении реплик
5.2  Декорирование
5.3  Высокоразрешающая ПЭМ поверхностных атомных слоев монокристаллов
Вопросы зачета соответствуют содержанию программы курса.

1. Взаимодействие электронов с твердым телом и его использование в анализе элементного и химического состава, структуры материалов

2. Электронограмма монокристалла. Расчет, построение и индицирование

3. Электронограммы поликристаллических и многофазных объектов

4. Размерный эффект

5. Двойная дифракция

6. Электронограммы сдвойникованных кристаллов

7. Дифракция на периодической субструктуре межкристаллитных границ

8. Электронограммы с кикучи-линиями, их информативность

9. Точность электронографических измерений

10. Амплитудный (деформационный) контраст

11. Контраст изображения совершенного кристалла

12. Контраст изображения поликристаллических объектов и кристаллов с дефектами
13. Фазовый контраст

14. Электронномикроскопический муар и его использование в анализе

15. Прямое разрешение плоскостей кристаллической решетки

16. Возможности визуализации индивидуальных атомов
17. Применение темнопольного анализа для разделения текстур и фаз
18. Определение вектора Бюргерса и плотности дислокаций
19. Определение типа и энергии дефекта упаковки
20. Рассеяние электронов на некристаллическом объекте и формирование абсорбционного контраста на изображении реплик, декорирование

21. Высокоразрешающая ПЭМ поверхностных атомных слоев монокристаллов
